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Tesis: " DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO BASADO EN HOLOGRAFIA DIGITAL PARA
MEDICION DE INDICE DE REFRACCION EN MEDIOS TRANSPARENTES"

Resumen:

Las técnicas épticas de medicidn son esenciales en diagnéstico médico, control de Las técnicas épticas de medicidn son esenciales en

diagnostico medico, control de alimentos y monitoreo ambiental, por mencionar algunos. Para realizar estas mediciones se requieren de
instrumentos simples de usar, robustos, de bajo costoy que tengan una sensibilidad alta en la medicion.

También es necesario que estos instrumentos tengan la capacidad para analizar muestras pPequenas. Es por eso que se ha dedicado un
esfuerzo importante en el desarrollo de instrumentos que tengan estas capacidades. Entre los que podemos mencionar estan: |os
refractometros con arquitectura interferometrica, los que utilizan rejillas Bragg en fibra, o aquellos basados en excitacion plasmonica. Sin
embargo, el proceso de fabricacion y los esquemas de interrogacion pueden ser complejos y en algunos casos son costosos.

Recientemente, han surgio una nueva clase de refractometros pasados holografia digital en linea. Los cuales tienen una sensibilidad
alta, el esquema de interrogacion es simple y el costo es bajo. De esta forma, en este trabajo proponemos el desarrollo de un prototipo
basado en holografia digital para medir IR en medios transparentes, como pueden ser liquidos o vidrios. La metodologia consiste en el
registro y reconstruccion de hologramas digitales de un disco s0lido que se usa como medio para poder medir el IR. Con este prototipo
es posible medir indice de refraccion de vidrios y liquidos transparentes con una resolucion de 0.01 unidades de indice de refraccion
(UIR).



